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of information among its member countries on all matters relating to the art and science of lighting. Its membership consists
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The objectives of the CIE are:

1. To provide an international forum for the discussion of all matters relating to the science, technology and art in the
fields of light and lighting and for the interchange of information in these fields between countries.

2. To develop basic standards and procedures of metrology in the fields of light and lighting.

3. To provide guidance in the application of principles and procedures in the development of international and national
standards in the fields of light and lighting.

4. To prepare and publish standards, reports and other publications concerned with all matters relating to the science,
technology and art in the fields of light and lighting.

5. To maintain liaison and technical interaction with other international organizations concerned with matters related to

the science, technology, standardization and art in the fields of light and lighting.

The work of the CIE is carried out by Technical Committees, organized in six Divisions. This work covers subjects rangina
from fundamental matters to all types of lighting applications. The standards and technical reports developed by these
international Divisions of the CIE are accepted throughout the world.

A plenary session is held every four years at which the work of the Divisions and Technical Committees is repc-tea ~nd
reviewed, and plans are made for the future. The CIE is recognized as the authority on all aspects of light and light.:q. , =
such it occupies an important position among international organizations.

LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE

La Commission Internationale de I'Eclairage (CIE) est une organisation qui se donne pour but la coopération i. ternationale
et I'échange d'informations entre les Pays membres sur toutes les questions relatives a I'art et a la sc'ence de I'éclairage.
Elle est composée de Comités Nationaux représentant environ 40 pays.

Les objectifs de la CIE sont :

1. De constituer un centre d'étude international pour toute matiere relevant de la science de I. tech iologie et de I'art
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2. D'élaborer des normes et des méthodes de base pour la métrologie dans les don.iies (‘e la lumiére et de I'éclairage.
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I'éclairage.

Les travaux de la CIE sont effectués par Comités Techniques, organi. s € six Divisions. Les sujets d'études s'étendent
des questions fondamentales, a tous les types d'applications de I'é~iiirag >. Les normes et les rapports techniques élaborés
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This Technical Report has been prepared by CIE Technical Committee 2-51 of Division 2
"Physical Measurement of Light and Radiation” and has been approved by the Board of
Administration and by Division 2 of the Commission Internationale de I'Eclairage. The document
reports on current knowledge and experience within the specific field of light and lighting
described, and is intended to be used by all with an interest in excellence in light and lighting.
The information provided here is advisory, and not mandatory.

Ce rapport technique a été élaboré par le Comité Technique CIE 2-51 de la Division 2 "Mesures
Physiques de la Lumiére et des Radiations" et a été approuvé par le Bureau et Division 2 de la
Commission Internationale de I'Eclairage. Le document expose les connaissances et
I'expérience actuelles dans le domaine particulier de la lumiére et de I'éclairage décrit ici. Il est
destiné a étre utilisé par tous ceux qui s'intéressent a I'excellence de la lumiére et de I'éclairage.
Les informations fournies ici sont données a titre indicatif et non obligatoire.

Dieser Technische Bericht ist vom Technischen Komitee CIE 2-51 der Division 2 "Physikal.~chc
Messungen von Licht und Strahlung" ausgearbeitet und vom Vorstand sowie Division 2 uer
Commission Internationale de I'Eclairage gebilligt worden. Das Dokument berici *et Cher den
derzeitigen Stand des Wissens und Erfahrung in dem behandelten Gebiet von Licht und
Beleuchtung. Es ist zur Verwendung durch alle an Licht- und Beleuchtungsquali.tat Interessierte
bestimmt. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen sind eine Emgf=h ung und keine
Vorschrift.

Any mention of organizations or products does not imply endorsemucat b the CIE. Whilst every
care has been taken in the compilation of any lists, up to the time of ¢>iiig to press, these may
not be comprehensive.

Toute mention d'organisme ou de produit n'implique pas 'ne oréférence de la CIE. Malgré le
soin apporté a la compilation de tous les documents iusu'a ia mise sous presse, ce travail ne
saurait étre exhaustif.

Die Erwahnung von Organisationen oder Erzeugnisscin bedeutet keine Billigung durch die CIE.
Obgleich groRe Sorgfalt bei der Erstellung von Verzeichnissen bis zum Zeitpunkt der
Drucklegung angewendet wurde, besteht «ie Mdgiichkeit, dass diese nicht vollstdndig sind.
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CALIBRATION, CHARACTERIZATION AND USE OF ARRAY SPECTRORADIOMETERS

Summary

Array spectroradiometers are used pervasively in light measurement. However, their properties
are not widely understood by users. This report seeks to educate users in the characteristics of
array spectroradiometers that are important to obtaining accurate measurement results.
Moreover, performance indices are proposed that will enable users to rank instruments
according to the properties that affect their applications. In many cases, if the array
spectroradiometer is properly characterized, correction can be made to measurements that will
improve the accuracy. Details of the nature and use of these corrections are given. Calibration
procedures and uncertainties are discussed for various common quantities, giving a sound
foundation to measurements. Background information, underlying the discussions, is found in
the annexes and references.

ETALONNAGE, CARACTERISATION ET UTILISATION DES
SPECTRORADIOMETRES A MATRICE CCD

Résumé

Les spectroradiomeétres a matrice sont de plus en plus utilisés da.< le domaine de la mesure
de la lumiére. Cependant, leurs propriétés ne sont pas trés bien coi nu.s par les utilisateurs.
Ce rapport a pour objectif d'informer I'utilisateur sur ‘es caractéristiques de ces
spectroradiométres a capteur matriciel, afin de permettre a ¢> “~rnier d'obtenir des mesures
justes. Des indices de performance sont proposés, pour priinetie a l'utilisateur de classer les
instruments en fonction de ses applications. Dans la plupart le cas, si le spectrophotomeétre
matriciel est correctement caractérisé, les mesures pruvant etre corrigées afin d'augmenter la
justesse des mesures. La nature de ces corrections-cst 'étaillée dans le rapport. Les méthodes
d'étalonnage et les incertitudes correspondantes soit discutées pour différentes quantités
radiométriques. Les travaux fondamentaux sur lesyuels se sont appuyées les discussions
peuvent étre trouvés dans les annexes et lec références.

KALIBRIERUNG, CHARAKTERIL'cFUNG UND NUTZUNG VON ARRAY-
SPEKTRORADIOMETERN

Zusammenfassung

Array-Spektroradiometer .werden allenthalben bei Lichtmessungen verwendet. Allerdings
werden ihre Eigenschai en von den Nutzern haufig nicht verstanden. Dieser Bericht versucht,
Nutzer hinsichtlich de- Zharakteristiken von Array-Spektroradiometern zu unterrichten, die zur
Erzielung genzcer Mecsresultate von Bedeutung sind. Weiterhin werden Leistungsindizes
vorgeschlage. . a.2 Nutzer in die Lage versetzen, Instrumente hinsichtlich der fur ihre
Anwendungon wvichtigen Eigenschaften einzuordnen. In vielen Féllen, wenn das Array-
Spektrcradion.eter hinreichend charakterisiert ist, kénnen die Messungen korrigiert werden, um
die Genauigkeit zu verbessern. Details zur Art und Nutzung dieser Korrekturen werden
geg~bern. Kalibrierungsprozeduren und -unsicherheiten werden fir verschiedene gangige
Cr-6Ren diskutiert, womit eine solide Grundlage fur Messungen gegeben wird.
Hin.zrgrundinformationen, die den Diskussionen zugrunde liegen, sind in den Anhangen und
Rcferenzen zu finden.
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